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纳米薄层解析的新锐器——光谱椭偏成像系统研制成功 
 

 

力学研究所   

在中国科学院重大科研装备研制项目的资助下，力学所国家微重力实验室

靳刚课题组成功研制出“光谱椭偏成像系统”及其实用化样机。 

该研究是利用高灵敏的光学椭偏测量术，同时结合光谱性能及数字成像技

术，具有对复杂二维分布的纳米层构薄膜样品的快速光谱成像定量测量能力。

在中科院专家组对仪器性能和各项技术指标进行现场测试的基础上，4月1

日，验收专家组一致认为：系统为复杂横向结构的大面积多层纳米薄膜样品的

快速表征和物性分析提供了有效手段，是一种纳米薄膜三维结构表征的新方

法。 

光谱椭偏成像系统的特点在于：信息量大，可同时测量大面积样品上各微

区的连续光谱椭偏参数，从而可以获得相关材料物理参数（如厚度、介电函

数、表面微粗糙度、合成材料中的组分比例等）及其空间分布；空间分辨率

高，对纳米薄膜的纵向分辨和重复性均达到0.1nm、横向分辨达到微米量级；

检测速度快，单波长下获得图像视场内各微区（42万像素以上）的椭偏参量

（ψ和Δ）的采样时间达到7秒，比机械扫描式光谱椭偏仪提高2-3个量级；

结果直观，形成视场内对比测量，可准确定位和排除伪信号，这是单光束光谱

椭偏仪所不具备的；并且系统自动化程度高，操作简便。 

该系统既可应用于单光束光谱椭偏仪所覆盖的领域，也可应用于单波长或

分立波长的椭偏成像仪所涉及的领域，适合同时需要高空间分辨和光谱分辨测

量的纳米薄膜器件测量的场合，这将为椭偏测量开拓新的应用方向。已成功应

用于“863”项目“针对肿瘤标志谱无标记检测蛋白质微阵列生物传感器的研

制”等研究工作中，并将在微/纳制造、生物膜构造、新型电子器件、生物芯

片及高密度存储器件等领域中发挥重要作用。 
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